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	Titel 
	Elastische anisotropie in silicium

	Trefwoorden


	“wafer curvature”, finite-elements, 

	Inleiding


	Een veelgebruikte manier om mechanische spanning in dunne lagen te meten is het deponeren van de te onderzoeken laag op een silicium “wafer” en te kijken naar het kromtrekken van die “wafer”. Bij metingen met hoge precisie blijkt dat de mate van kromtrekken van de “wafer” afhankelijk is van de kristal oriëntatie van de wafer. Silicium is elastisch anisotroop.

	Vraagstelling


	Verklaar de afhankelijkheid en valideer je verklaring middels metingen.


	Uitwerking en eisen


	Meet aan een silicium “wafer” met daarop een dunne uniforme laag wolfraam de hoekafhankelijke kromtestraal. Bereken (met behulp van eindige elementen) de hoekafhankelijke kromtestraal.

Het zou mooi zijn als het verschillende gedrag in de twee stijve richtingen (zoals bij inleidende metingen is waargenomen) ook bij numerieke simulaties wordt gevonden. 

	Opmerkingen


	Uit inleidende metingen is al gebleken dat de kromtestraal in de twee slappe richtingen gelijk is aan het gemiddelde in alle richtingen, maar dat de kromtestraal in de ene stijve richting iets groter en in de andere stijve richting iets kleiner is.

Uit de inleidende metingen blijkt een effect van 1%. Dit is niet veel maar wel belangrijk voor precisie toepassingen en in “wafer steppers”. Voor zover wij weten is deze meting nog niet eerder gedaan en verklaard.

Het reproduceren van de inleidende meting met hogere resolutie bij MSE is niet veel werk, hooguit een paar middagen. Het uitdagende werk zit hem in het uitvoeren en interpreteren van berekeningen bij PME.
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